
Толщина пленки, отражательная способность

От 1 нм до 20 мкм (зависит от типа пленки)

Рабочий спектральный
диапазон

380 – 1050 нм
Опции: UV1 193 – 1050 нм; 
IR1: 900 – 1700 нм; IR2: 900 – 2200 нм

Скорость анализа 1 сек/точка (зависит от типа пленки)
Диаметр
измерительного пятна 1 мм

Угол падения излучения 90° (нормальное падение)
Количество 
анализируемых
слоев

До 5 слоев (зависит от типа пленки)

Воспроизводимость (3σ) ± 0.05 нм на 10 измерений

Рабочее расстояние 120 мм (возможность кастомизации)

Макс. размер образца Ø150 мм (возможность кастомизации)

Измеряемые параметры

Диапазон толщин

-
-

Спекроскопический рефлектометр

Спектральная рефлектометрия (SR) является 
надежным, быстрым и точным методом для 
анализа толщины пленки и оценки ее отража-
тельной способности. Elli-RPx обладает уни-
кальной передовой технологией анализа 
m-FFT для точного и быстрого измерения 
тонких пленок.
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